
上海睿测微智能科技

致力于设计和生产芯片智能测试设备，我们的高低温测试系统提供灵

活可扩展的智能测试平台，用于评估芯片在极端温度下的性能和可靠

性。系统具备智能监测功能，确保测试精度高，数据准确稳定，是国

际同类行业的领先者。



行业背景与测试挑战
当前半导体温度冲击行业面临的三温测试挑战：

信号干扰问题

高速器件信号在高低温测试中易受冷板和循环液的电磁干扰

和环境影响，导致测试数据失真

温域覆盖要求

芯片功能测试需覆盖从服务器机房到智能终端等全场景应用

温度范围

可靠性风险

极端温湿条件下易导致信号损失、器件性能衰减和可靠性

严重降低
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产品概述

智能化
智能监测芯片电气连接性、温度和湿度。测试结果清晰可靠，bug可追溯。

快速高效

提供可扩展的测试功能，加快测试速度和测试范围。

高速信号完整性——核心创新

大地 + 金属壳体共接地」技术解决传统三温设备流动冷媒和悬空冷板在

高速信号测试中的天线效应，造成的干扰、回路不闭合、信号畸变问题。

精准性

测试监测精度高，测试数据准确，稳定性高，是国际同类行业中的佼佼者。
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应用领域

电子

应用于电子通信、计算机、

通信设备等领域，测试芯片

在不同场景下的性能表现。

航天航空与国防

应用于卫星、导弹、飞机等

领域，测试芯片在极端环境

下的可靠性。

汽车工业

应用于汽车芯片测试，测试

芯片在极端低温和高温环境

下的自适应性和可靠性。

GPU、APU、HPC

图像处理（GPU）、加速处

理单元（APU）、高性能计

算（HPC）。
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高低温测试

我们的系统可以在广泛的温度范围内对

芯片进行测试，从极寒到高温环境都能

保证测试的准确性。

睿测微核心技术集成亮点

智能温控系统

实现-80°C至+230°C全温域精准稳定控

制，温度波动控制在±0.05°C以内

采用多区温控算法，确保温度分布均匀性

电磁兼容屏蔽

多层金属屏蔽结构，屏蔽效率达-60dB以上

有效隔绝外部干扰，保障测试数据纯净可靠

高度精密测试架

• 芯片按压：高精度传感器监测

• 智能监测：压力和温度健康监测
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睿测微，芯片测试的可靠伙伴
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